NORME ISO
INTERNATIONALE 3334

Deuxiéme édition
1989-11-15

Micrographie — Mire de résolution ISO n° 2 —
Description et utilisation

Micragraphics ~ ISOgresolution test charnt Nos2 — Description and use

Numéro de référence
1ISO 3334 : 1989 (F)



1ISO 3334 : 1989 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I'ISO.
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'lSO participent également aux travaux. L'ISO col-
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEIl) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis
aux comités membres pour approbation, avant leur.acceptation. comme Normes inter-
nationales par le Conseil de I'lSO. Les/Normes internationales sont-approuvées confor:
mément aux procédures de I'lSO qui requiérent I'approbation de 75 % au moins des
comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3334 a été élaborée par le comité techniquedSQ/TC 171,
Micrographie et mémoires optiques, pour. l’enregistrement, le stockage_et ['utilisation
des documents et des images.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition (ISO 3334 : 1976), dont
elle constitue une révision mineure.

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement a titre d'infor-
mation.

© I1SO 1989
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur.
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Introduction

L'aptitude des systémes de micrographie a enregistrer des détails fins tels que les
caractéres alphanumeériques ou les traits rapprochés est variable. La méthode spécifiée
dans la présente Norme internationale implique de mesurer I'aptitude d'un systéme
donné (c’est-a-dire I'ensemble objectif, surface sensible et traitement) a reproduire en
image des détails fins; elle permet donc de définir et de contrdler cet aspect de la qua-
lité des images.

Les systémes micrographiques pouvant donner des produits a la limite de la lisibilité, le
controle de la résolution fournit une garantie contre la perte de I'information, bien que
d’autres facteurs contribuent également a la qualité globale des micro-images.

L"1S0O'3334 décrit une méthode de contrdle de la'résolution a I'aide de la mire ISO n° 2,
dont les éléments et ladisposition sont illustrés par les figures 1 et 2.
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Micrographie — Mire de résolution ISO n° 2 — Description

et utilisation

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale prescrit une méthode de
détermination de la résolution consistant 8 mesurer la dimen-
sion minimale du détail pouvant étre reconnu sur une micro-
forme traitée. Elle décrit les éléments de la mire ISO n° 2 de
contréle de la résolution et cette mire elle-méme. Elle donne
également la facon d’exprimer le pouvoir séparateur. La mire
1SO n° 2 de contrdle de la résolution est destinée a étre utilisée
comme élément d'une cible de contréle, conformément a
d’autres Normes internationales relatives a la micrographie.

La présente Norme internationale spécifie une méthode de
détermination du pouvoir séparateur d'un systéme de micro-
graphie comprenant la caméra, -le|film|et le traitement, ou le
pouvoir séparateur obtenu sur les microformes produites avec
ce systeme.

Elle ne s'applique pas, sous cette forme, & la détermination du
pouvoir séparateur des appareils de lecture de microformes,
des lecteurs-reproducteurs ou des systémes en;sortie.d'ordina-
teur (COM).

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par
suite de la référence qui en est faite, constituent des disposi-
tions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en
vigueur. Toute norme est sujette a révision et les parties pre-
nantes des accords fondés sur la présente Norme internationale
sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions
les plus récentes des normes indiquées ci-aprés. Les membres
de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes interna-
tionales en vigueur @ un moment donné.

ISO 3 : 1973, Nombres normaux — Série de nombres nor-
maux.

ISO 5-1: 1984, Photographie — Mesurage des densités —
Partie 1: Termes, symboles et notations.

ISO 5-3 : 1984, Photographie — Mesurage des densités —
Partie 3: Conditions spectrales.

1ISO 5-4 : 1983, Photographie — Mesurage des densités — Par-

tie 4: Conditions géométriques pour la densité instrumentale
par réflexion.

1) A publier.

ISO 2471 : 1977, Papier et carton — Détermination de l'opacité
sur fond papier — Méthode de réflexion en lumiére diffuse.

ISO 6196-1 : 1980, Micrographie — Vocabulaire — Chapitre 01:
Termes généraux.

ISO 6196-2 : 1982, Micrographie — Vocabulaire — Chapitre 02:
Disposition des images et méthodes de prise de vue.

1SO 6196-3 : 1983, Micrographie — Vocabulaire — Partie 03:
Traitement photographique.
ISO 6196-4 : 1987, Micrographie — Vocabulaire — Partie (4:

Supparts et conditionnement.

ISO 6196-5 : 1987, Micrographie — Vocabulaire — Partie 05:
Qualité, lisibilité, controle.

ISO 6196-6 : —', Micrographie — Vocabulaire
Matériel.

Partie 06 :

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les
termes et définitions de I'lSO 6196 s’appliquent.

4 Description de la mire

4.1 Support

La mire doit étre réalisée soit sur un support opaque, soit sur un
support transparent.

4.1.1 Support opaque

La mire doit étre réalisée sur un support opaque blanc, dont la
surface est brillante. Sa densité visuelle diffuse par réflexion,
mesurée conformément a I'ISO 5-3 et a I'ISO 5-4, ne doit pas
étre supérieure a 0,08. Son opacité, mesurée conformément a
I'ISO 2471, doit étre supérieure a 85 %. Cette mire est d'aspect
positif.

4.1.2 Support transparent

La mire doit étre réalisée sur un support transparent incolore,
dont la densité visuelle diffuse par transmission, support + voile,
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ne doit pas étre supérieure a 0,08, mesurée conformément a
I'ISO 5-2 et a I'ISO 5-3. Cette mire peut étre d'aspect positif ou
d’aspect négatif.

4.2 Structure de la mire

La mire doit étre constituée d’'un groupe numéroté de deux
ensembles, a angle droit, de cing lignes paralléles, comme
I'indique la figure 1. Les lignes et les espaces les séparant doi-
vent étre de largeur égale. La densité visuelle par réflexion des
lignes ne doit pas étre inférieure a 1,60 et celles des espaces ne
doit pas étre supérieure a 0,02 lorsque le mesurage est effectué
par rapport au blanc du papier sur lequel la mire est imprimée.
L'annexe A recommande un niveau de qualité physique pour
les lignes et les intervalles.

Pour les mires sur film, la différence de densité minimale entre
le fond et les caractéres doit étre de 3,0.

Pour mesurer la conformité de la largeur des lignes et des inter-
valles aux valeurs données dans le tableau 1, utiliser un micros-
cope de précision muni d’'un micromeétre, un comparateur opti-
que, ou un appareil électronique de mesurage des coordon-
nées. Ces instruments doivent étre étalonnés et capables de
mesurer jusqu’'a 1 um ou au-dessous.

4.3 Fréquence spatiale des éléments de fa-mire

Les dimensions des éléments composant la mire doivent étre
conformes au tableau 1. L'échelonnement des pas; commen-
cant a 1.0, est conforme a la série R 20 des nombres normaux

de I'ISO 3, arrondis a la premiére décimale sauf pour les élé-
ments 1.25 et 12.5, pour lesquels cette facon d’arrondir aurait
fait varier la fréquence spatiale de maniére trop importante. On
obtient un accroissement moyen de 12,2 % par pas. Laséquence
ainsi obtenue est présentée dans le tableau 1. Le mesurage des
tolérances indiquées doit étre fait aprés que la mire ait été main-
tenue & une température de 23 °C + 2 °C et & une humidité
relative de 50 % * 5 % durant une période d’au moins 1 h.

4.4 Numérotation des éléments de la mire

Chaque élément de la mire est identifié par un chiffre qui
exprime sa fréquence spatiale en nombre de paires de lignes au
millimétre ; par exemple, pour I'élément 2.0 dont chaque ligne a
0,25 mm de largeur, une ligne et un espace constituent une
paire de ligne de 0,5 mm de largeur. La fréquence spatiale de
cet élément est donc de 2 paires de lignes/mm.

4.5 Numéro d'un élément de mire

Le chiffre désignant chaque élément de mire doit étre placé a
I'intérieur du quart supérieur droit du rectangle formé par cha-
que élément. La taille du chiffre doit correspondre a la figure 1.
Le caractére employé doit étre du type «futura» ou d’'un type
similaire sans empattement convenant & la reproduction photo-
graphique.

4.6 ' Dispositions'des éléments de la mire

Les éléments:de la mire doivent étre disposés selon une fré-
quence spatiale croissante conformément a la figure 2.

Largeur de paire de lignes doubles

Largeur de ligne g

— ]

S
Espacement —
— -~

Largeur
du nombre: 10,5 S max.

248
2

Longueur de ligne

5 lignes

‘ Hauteur du nombre
155 F 558 I

Figure 1 — Elément de mire de résolution
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Tableau 1 — Dimensions et tolérances des éléments de mire

Dimensions en millimétres

1.0
2,5
6,3

Fréquence spatiale des éléments de mire

Tolérance sur la fréquence

, longueur des lignes
Tolérance sur ‘ongueur des ignes

largeur des lignes

largeur des lignes

Tolérance sur
largeur des espacements

1.1
2,8
71

La longueur de quatre cycles complets doit étre 8 + 3 % de la
longueur nominale de quatre cycles.

22,8 4 25,2

1 & 10 paires lignes/mm incl.: 0,95 a 1,05
11 & 18 paires lignes/mm incl.: 0,9 a 1,1

1,256 1.4 1,6 1.8 2,0 2,2
3.2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6
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Figure 2 — Disposition des éléments, de mire dans la mire 1ISO n° 2
de contrdle de la résolution (taille réelle)

4.7 :ritre et origine de la mire

Le titre «Mire ISO n° 2 de contrdle de la résolution», le nom de
I'organisme certificateur ! ou celui du fournisseur doivent figu-
rer sous les éléments de mire.

5 Mode d’emploi de la mire

La mire doit étre reproduite sur les microformes en utilisant le
systéme caméra/film approprié conformément aux Normes
internationales applicables.

6 Lecture des images de la mire

6.1 Microscope

Utiliser un microscope ayant un objectif achromatique de
bonne qualité et dont le grossissement est compris entre 1/3 et
1 fois le pouvoir séparateur du systéme escompté sur la micro-
forme. Par exemple, pour vérifier une image enregistrée avec

1)

Office of Standard Reference Materials, Gaithersburg, MD 20899, USA.

un systéme dont le pouvoir séparateur est de 150 paires de
lignes/mm, le grossissement doit étre compris entre x 50 et
x 150.

6.2 Examen des éléments de la mire

Examiner les éléments de mire (4.2) au microscope (6.1) et
noter le plus petit élément pouvant étre résolu, c’est-a-dire celui
dans lequel chacune des cinqg lignes peut étre identifiée dans les
deux directions. Par exemple, sur la figure 3, le plus petit élé-
ment de mire permettant l'identification des lignes dans les
deux directions est celui référencé 5.6.

6.3 Faux pouvoir séparateur

Lorsqu'il y a un faux pouvoir séparateur, c’est-a-dire lorsque
certaines mires ne sont pas identifiées alors que des mires plus
petites semblent I'étre, alors qu’en fait on n’y distingue que
quatre des cinq lignes, noter I'élément de mire immédiatement
supérieur au premier élément que I'on ne distingue pas. Ce phé-
nomeéne se produit généralement lorsqu’une caméra n’est pas
bien mise au point.

Pour obtenir des mires certifiées conformes a la présente Norme internationale, s’adresser au National Institute of Standards and Technology,
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6.4 Lignes non résolues dans une direction

Si les lignes d'une certaine orientation semblent identifiées
alors que celles qui leur sont perpendiculaires ne le semblent
pas, il est possible que I'observateur soit astigmate. Vérifier
alors I’'élément de mire en le placant a 90° par rapport a I'orien-
tation originale. Si le méme ensemble de lignes demeure non
séparé, le défaut est imputable au film ou a la caméra et non a
I'observateur.

6.5 Expression du pouvoir séparateur

Pour exprimer le pouvoir séparateur de I'ensemble caméra, film
et traitement, en paires de lignes par millimétre, multiplier le
nombre indiquant le plus petit élément de mire identifié, par
I'inverse de I'échelle de réduction a laquelle la mire a été filmée.

Par exempile, si le plus petit élément résolu est numéroté 5.0 et
que l'échelle de réduction employée soit 1/24, le pouvoir sépa-
rateur est 120 paires de lignes/mm.

Figure 3 — Reproduction d’'une microphotographie d’éléments de mire sur une microforme
(Sur I'image, I'élément référencé 5.6 est considéré comme le plus petit élément pouvant étre résolu)
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Annexe A
(informative)

Défauts

Lors de la fabrication de la mire, des défauts d’'impression, des
lignes et des espaces peuvent se produire. La taille d’un défaut,
par rapport & la largeur de la ligne ou de I'espace déterminera
dans quelle mesure ce défaut influencera le mesurage du pou-
voir séparateur d’un systéme micrographique. La description
des défauts donnée ci-dessous pourra servir de guide pour
déterminer les mires qui ne sont pas acceptables.

1. Coins non perpendiculaires et bords déchirés ou irréguliers
par rapport au reste de la ligne et de |'espace.

2. Trous ou marques sur la ligne ou dans I'espace d'une

IS

largeur supérieure a la moitié de la largeur d’une ligne ou d'un
espace.

3. Déchirures, entailles ou marques d’'un bout a l'autre ou
affectant plus que la moitié de la largeur d’une ligne ou d'un
espace.

4. Entailles ou marques le long des bords ou sur la ligne ou
I'espace d'une longueur supérieure au 1/4 de la longueur de la
ligne ou de I'espace.

La figure A.1 illustre les principales causes de rejet, qu'il
s’agisse des ensembles verticaux ou horizontaux.

TRAIT
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Figure A.1 — Exemple de défauts
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